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El presente invento se refiere a un sis-
tema optoelectrdnico para determinar una desviacidén en-
tre la posicidn real y la deseadza de un plano, en un sig
tema dptico formador de imdgenes. Q\

Para los sistemas Spticos con los cuales
los detalles muy peqguefios van a resultar deteriorados,
¥ que operan con una abertura numérica grande, la profun
didad de enfoque es pequefla. Para'este tipo de sistemas
formedores de imdgenes, los cuales, por ejemplo, se uti-
lizan en microscopios o en dispositivos para leer maa es-
tructura de informacion dptica con detalles muy pequetios,
es importante que pueda detectarse una desviacidn entre
el plano real de enfoque y el plano de enfogque deseado,
con el fin de permitir que, con la ayuda.de aquél, pueda
corregirse el enfoque. _

En particular, para la lectura de un porta
registro de datos dotado de una estructura dptica reflec-
tora, se han propuesto dispogitivos; por ejemplo, en la
anterior solicitud de patente espafiola Ne 414.590, para
detectar una desviacidn entre la posicidn real dei'plano
de la estructura dptiea y la posicidn deseada de dicho
plano, cuya posicidn deseada coincide con la posicidn del
Dlano de enfoque de una lente de objetivo. En estos dis
positivos, una fuente de radiacidn se representa con imd

genes sobre dos o mds detectores sensibles a la radiacidn
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mediante la superficie rerlectora de la radiacidn de la
estructura éptica. 1n el caso de producirse un despla-—
zamiento del plano reflector de radimeidn a lo largo del
eje dptico, la imagen se desplaza sobre los detectores,
Comparando las sefiales de éalida eléctricas de dichos de
tectores, puede obtenerse una indicacidn en cuanto a la
magnitud y direccidn de una desviacidn entre la posicidn
real de dicho plano, y la posicién deseada. En la tra-
yectoria de radiacidn delante de dos detectores, buede‘ ggg;
disponerse una pantalla absorbedora de radiacidn ls cual, o
en el caso de producirse una posicidn incorrecta del pla
no reflector de radiacidén, hace que uno de los detectores
reciba una mayor intensidad de radiacidn que el otro detec
tor. También es posible representar con imdgenes una mul
tiplicidad de ranuras o hendiduras sobre las mismas, es—
tando dispuestas dichas ranuras de acuerdo con ur2 linea
que forma un dngulo agudo con el plano reflector de ra-
diacidén, de forme tal que, para una posicidn correcta del
plano reflector de radiacidn, los detectores situados
contiguos a las ranuras, no reciben radiacidén alguna.
Finalmente, puede utilizarse un haz de radiacién, cuyo

rayo principal incide sobre el plano reflector de radia-
cidny formando un dngulo agudo. Segin la posicidn del
plano receptor de radiacidn, el haz reflejado pasa a través
de una lente 2 distintas alturas, con lo que se refracta
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a distintos dngulos.

El sistema optoelectrdnico segin la pre-
sente invencidn se basa en un principio distinto a los
sigtemas mencionados anteriormente, Kl sistema a que se
refiere el presentfe invento, se caracteriza, por lo me-
nos, por dos fuentes de radiacidn auxiliares las cuales
estdn desplazadas en direcciones opuestas con respecto
gl eje Sptico del sistema formador de imsgenes, y por lo
menos dos detectores sensibles a la radiacidn que estdn
desplazados también en direcciones opuestas con respecto
al eje Sptico del sistema formador de imdgenes, estando
cada una de las fuentes de radiacién auxiliares asocia-
das con un detector mediante el sistema formador dé ind-
genes, y los elementos de un conjunto de la serie de fuen

. tes auxiliares de radiacidn y el conjunto de detectores,

ocupan distintas posiciones en la direccidn del eje dpti~
COe 3

El sistema optoelectrénico'de acuerdo con
la pfesehte invencidén puede utilizarse pard determinar la
posieidn de un pleno reflector de radiacidn en un sistema
formador de imégeneg, por ejemplo, en un microscopio,
Comparando las intensidades de radiacidn interceptadas
por dos detectores, puede obienerse una indicacidén de la
magnitud y direccidén de la desviacién, en la posicidn del
plano reflector de radiaeidn. ‘
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Si se va a determinar la posicidén de un
plano sobPe el cual estd almacenadas informacidén, es tam
bién posible emplear la informacidn real para determi-
nar la posicidn de dicho plano. Por ejemplo, pueden
compararse entonces las profundidades de modulacidn de
las sefiales eléctricas suministradas por los detectores.
En el caso mencilonado en Ultimo lugar, el porta-registro
puede transmitir y reflejar la radiacién.

Bl sistema optoelectrdnico, de acuerdo
con la presente invencidn, puede utilizrse taitbién para
inscribir informacidn en un cuerpo de porta-registros,
para determinar la posicidn de una capa reflectora de
radiacidén, sobre la cual va a almacenarse la informaciodn.
En une primera realizacidn prdctica de un sistema opto-
electrdnico de acuerdo con la presente invencidn, las
fuentes de radiacidn auxiliares estdn constituidas -median
te la fuente de radiacidn que suministra el haz prinei-
pal - 0 haz de lectura ~ con ayuda de una place de zona
Presnel, que estd dispuesta asimétricamente con relacidn
al eje dptico del sistema formador de imdgenes, o €l sis
teme de objetivo.

Debe tenerse en cuenta que por el articu-
lo "Fourier-~Transform Holograms by Fresnel Zone Plate
Achrometic-~Fringe Interferometer" (Hologramas de trans-
formacidn de Pourier mediante interferdmetro de orla acro
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miatica de placa de zona Fresnel), en el Journal of the
Optical Society of America", 59, N2 3, pdginas 303-307,
se sabe formar una fuente de radiacidn auxiliar con ayuda
de una placa de zona Fresnel, cuya fuente se desplazs
axial y radialmente con respecto a la fuente de : radia-
c¢idn principal. Sin embargo, dicho  articulo describe un
dispositivo hologrdfico, el cual es completamente distin~
to de un dispositivo para determinar la posicidn de un
plano en un sistema formador de imdgenes. Ademds, en

el dispositivo comocido, solamente se forma una fuente

de radiacidén adicional.

En una segunda realizacidén prdctica de wn
sistema optoelectrdnico de acuerdo con el presente invgg
to, la trayectoria de radiacidn desde la fuente de ra-~
diacidn al sistema de objetivo incluye un reticulo de di
fraccidn y una placa transmisora de radiacidn, con pare
tes de diferente espesor. ‘

Sustituyendo el reticulo de difraccidn y
la placa transmisora de radiacidn por un prisma de Wollas
ton y una lente de material de doble refraccidén, se ob-
tiene una tercera realizacidn prdctica de un sistems op-
toelectrdénico, segin la presente invendidn.

El invento se explicard shora haciendo re-
ferencia & una descripeidn de su aplicacidén en un aparato
para leer un porta-registro con una estructura déptica, ¥y
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un aparato para inscribir informacidn sobre tal porta-
-registros, Sin embargo, debe tenerse en cuenta que

el invento puede utilizarse mds ampliamente, a saber,

en todos los sistemas formadores de imdgenes en los
cuales ha de determinarse la posicidén de un plano trans-
misor de radiacidén portador de informscidén o reflector
de radiacidn.

Se hard referencia al dibujo, en el
cual:

La figura 1 representa un aparato propues—
to anteriormente para leer un porta-registro reflectante,

La figura 2 representa una parte dé la
estructura dptica del porta-registro que va a leerse,

Lag figuras 3, 38 y 4 muestran pértes de
las realizaciones prdacticas de un aparato de lectura que
dispone de una primera realizﬁcién priactica de un siste=-
ma optoelectrdnico, de acuerdo con la invencién;

La figura 5 representa la gefinl de con-
trol, obtenida con ayuda de los dispositivos de lug fi-
guras 3 y 4, en funcidn del desplazemiento del plane de
la estructura dptice,

La figura 6 muestra un aparato para es-—
cribir sobre un cuerpo de porta-reglstros, aparato que
estd dotado de una primera realizacidn prdetica de un
sistema optoeleetrdnico de acuerdo con la invencidn,
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Ia figura 7 muestra esquemdticamente un
aparato de lectura gque dispone de wnz segunda realiza-
cidn prdctica de un sistema optoelectrdnico, de acuer—
do con la invencidn,

La figura 8 muestra un elemento de dicho
aparato, i

La figura 9 muestra la variacidn de la
modulacidén de las geflales suministradas por los detecto=-
res en el aparato de la figura 7, en funcidn del enfo-
que.

La figura 10 muestra esquemdticamente un
aparato de lectura dotado de un8 tercera realizacidn prde-
tica de un sistema optoelectrdnico, de acuerdo coa la in-
vencidn, V

La figura 11 muestra elementos adiciona—
les para utilizar en un sistema optoelectrdnico, de
acuerdo con la presente invencidn,

Las figuras 12a y 12b ilustran el funcio-
namiento de dichos elementos adicionales, y

Las figuras 13, 14 y 15 muestran las posi-
bles realizaciones prdcticas de los elementos adiciona~
les,

En el aparato de la figura 1, un porta-re
gistro redonde 1, que se muestra en corte radial, es he-
cho girar por un cje 4; que se extiende a través de una
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abertura central 2 existente en el porta-registro, y
que es accionado por un motor, no representado. 4 ti-
tulo de ejemplo, se supone cue la estructura de la in-
formacidn es reflectora. EL haz de radiacidn 10 produ~
cido por la fuente de radiacidn 5 es reflejado hacia el
porta~registro mediante el espejo semitransparente 6.
ILa lente 7 enfoc2 ¢l haz de radiacidn sobre una de las
pistas 3, las cuales estdn dispuestas en el lado infe-
rior del porta-registro. EL haz, que ha sido moduiado por
una pista, se refleja y atraviesa la lente 7 nuevidmente,
de forma que una pequefia parte de la pista que se-ﬁa a
leer es representada con imdgenes sobre el detector 8
de seial sensible a la radifeidén mediante el espejo se-
mitranspérente 6, La salide del detector se conecta & un
dispositivo 9, que comprende medios electrdnicos conoci-
dos, para convertir la sefial suministrada por el aetec—
tor en imagen y sonido., Se imponen requisitos estrictos
& la lente 7, y& que dicha lente deberia representar so-
lamente una pequeila porcidn de la pista, aproximadamente
del tamafio de detalle mds pequefio de la eatructura Sptie
ca, sobre el detector.

Ademds, al formar con imdgenes los deta=—
lles de la estructura Jdptica sobre el detector, formdn-

~ dose un punto o traza de radiacldén menor que los detalles

del porta-registro, el porta-yeglstro puede ser leido
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también mediante un punto de radiacidn mayor que aque-
1llos detalles., En ese caso, se utiliza la difraccidn
de la radiacidn en los detalles, de forma que incida
menos radiacidén sobre el detector si el punto de radia-
¢idn se proyecta sobre un detalle,

La figura 2 muestra una parte de la es~

tructura dptica del porta-registro en una vista en plan-

ta desde abajo. Una flecha 15 indica en que dirsccidn
se mueve el porta-registro, con relacidén al sistema de
lectura. La estructura consta de un mimero de pisias
3 de zonas g, que se alternan con zonas intermedias Te
Entre las pistas 3, estdn las partes 13 que no nonkig=-
nen informacidén. Las pistas 3 pueden ﬁisponerse schre
el porta~-registro paralelas entre si, es decir, concén-
tricamente, EL porta-registro puede condener tambidn
una pista en espiral, la cual puede dividirse-eﬁ‘ﬁﬁa
multiplicidad de pistas casi concéntricas, ILas longi-
tudes de las zonas y las zonas intermedias representan
la informaeidn almacenada. Un haz de radiacidn qué
ha sido modulado mediante una pista, presanta varia-
ciones en el tiempo de acuerdo con la secuencia de zo-
nas y de zonas intermedias. Las zonas y las zonas in-
termedias de una pista pueden ser coplamares, y tanto
las zonas como las zonas intermedias tienen distintos
coeficientes de reflexidn, Las zonas y las zonas in-

- 10 ~
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termedigs pueden tener alternativamente los mismos coefi-
cientes de reflexidn, pero, entonces, estdn situadas & dise
tintos niveles,

Por ejemplo, para leer un porta-registro
redondo con un periodo medio de las zonas de l,slym para
las pistas Mteriores, la lente 7 deberd tener una abertu-
ra numérica de 0,4. Ia profundidad de enfoque de la len-
te es entonces aproximadamente l)am. El desplazamiento
del plano de la estructura dptica con relacidn & la lante
7 deberia limitarse a dicha pequefla profundidad de sufo-
que. o
En la figura 3, se muestra un aparato de
acuerdo con la presente invencidn, que incluye medios capa-
ces de detectar si el plano de la estructura dptica astd
en la posicidn deseada.

En dicho aparato, el mimero de referencia 1,
representa también un porta-registro que, a titulo de ejem
plo, se supone que refleja la radiacidn. ' Dicho porta~re
glstro se lee mediante un haz de radiacidén, representado
por lineas de trazo continuo, procedente de una fuente de
radiacidn 8,0 La trayectoria de radiacidén desde la fuen-
te de radiacidn al porta-registro incluye un espejo semi-
transparente 1ll, el cusl refleja los rayos que son refle-
jados por el porta-registro al detector de sefiales de.al-

ta frecuencia Dy« Ademds de la fuente de radiacidn 89

- 1] -
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existen otras dos fuentes de radiacidn auxiliares 83 ¥
Sz, respectivamente, las cuales emiten los haces de ra
diacidén representados por la linea de rayas, y las 1i-
neas de rayas y puntos, respectivamente. ILas fuentes
auxiliares estdn desplazadas en direcciones opuestas

con respecto a la fuente s, en la direccidn del eje op-
tico 00°. Ademds, las fuentes de radiscidn auxiliares
estdn dispuestas fuera del eje dptico a cada uno de los
lados. Como resultado de ello, las imdgehes de las fuen
tes de radiacidn auxiliares estdn separadas de la imagen

de la fuehte de radiacidén principal.

3
de las fuentes de radiacidn 8, ¥ Sy Los rayos refleja

La lente L forme las imdgenes s, ¥ s

dos por la estructura dptica del porta-registro 1 atra-
viesan la lente L por segunda vez, y se concentran en
los puntos de imagen s," y 53" a través del'espejd 86w
mitransparente 11. En el lugar de situacidén de la imagen
s," de la fuente de radiacién principal estd dis?ﬁééto
un diafragma 14 con tres abertures. Detrds de dichas aber
turas, y separados del detector de sefial Dl’ existan dos
detectores D2 y D3. La magnitud y direceidn de una des-
viacidn entre la posicidn real del plano de la estructura
dptica y la posicidn deseada de dicho plano, puede deter—
minarse por ejemplo, comparando las intensidades de ra-

diacidn interceptadas por los detectores D, ¥ D3.

- 12 -
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La figura 3 representa la situacidén en
la que el plano de la estructura dptica estd en la po-
sicidén correcta. EL haz de lectura de radiacidn, desig
nado mediante lineas de trazo continuo, estd enfocado
exactamente sobre el detector de seiflal de alte frecuen-
cia Dj. El haz auxiliar procedente de la fuente 84 qg
signado por la linea de rayas, estd enfocado en el pun—
to 8.", que estd situado delante de la superficie sensi
ble a la radiacidn del detector auxiliar D3, miewniras
que el haz de radiacidn prooedente.de la fuenje avxiliar
859 que estd designado mediante lineas de wyas y puatos,
estd enfocado en el punto s," que estd situado detrds
de la superficie sensible a la radiacidn del detector
auxiliar D2. Los detectores auxiliares recibirdn upro-
ximadamente la misma intensidad de radiacidn, la ctml es
menor que la intensidad de radiacidn sobre el detector
de seiial.

Si el plano de la estructura dptica del
porte~registro se desplaza hacia la izquierda, los pun—
tos de imagen al", 92" ¥y 33" se mueven hacla abajc, de
forma que la intensidad de la radiacidn sobre el detec-
tor D, se hace mayor que la eoxistente sobre el detector

3
D2. En el caso de producirse un movimiento hacia la de-
recha del plano de la estructura dptica, los puntos de

la imagen se desplazan hacia arriba y la intensidad de

-1l3 -
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la radiacidn sobre el detector D, se hace mayor que la
gue incide sobre el detector D3.
la precisidn con que puede determinarse
la posicidn del plano de la estructura déptica, comparan
do las intensidades de radiacidn, es limitada. Para ob
tener una mayor precisidn, de acuerdo con el présente
invento, es posible utilizar la estructura de informa-
cidn dptica presente en el porta-registro en la forma
que se utiliza en el aparato de la figura 7. ZEntonces
ya no se comparan las intensidades nedias de los haces
de radiacidn que inciden sobre los detectores, sino las
profundidades de modulscidn de las componentes de zlta
frecuencia. ILa game sobre la cual puade utilizarse =1
dltimo método de determinacidn de posicidn es menor gue
la gama para la cual puede utilizarse la determinacidn
de posicidn comparando las intensidades del haz. Ios
dos métodos empleados para detectar una desviacidu ean la
posicidén del plano de la estructura dptica, pueden ccm—
binarse también en un solo aparato, en cuyo oaso S¢ re-
quieren cuatro detecctores. '

Las sefiales eléctricas existentes en las
salidas de los detectores D2 y D3 pueden tratarse elec-
trénicamente en la forma conocida para obtener una sefial
de control, con la cual puede corregirse el enfoque o

concentracidn del haz de lectura de radiacidn, por ejem-

- 14 -
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plo, reajustando la lente L. ILa figura 5 muestra cdmo
varia la sefial de control electrdénico r en funcidén del
error de enfoque Af, gi se comparan las intensidades
de radiacidn en los detectores.

Debe tenerse en cuenta que el método en
el cual se deriva una seflal de enfoque comparando las
profundidades de modulacidn de las sefiales procedentes

de los detectores D2 y D,, puede emplearse tanto para

efectuar la lectura de ug porta-registro transmisor de
radiacién como reflector de radiacidn. Ia derivacinn

de una seiial de enfoque de las intensidades dé radiacidn
interceptadas por lozs detectores I)2 Yy D3, es posiblz so-
lamente si el porta-registro es reflector de radiacidn.

‘ En el caso mencionado ultimamente, en lu
gar de tres fuentes de radiacidn que se desplazan a lo
largo del eje dptico conjuntamente con tres deteclures
que estdn en la misma posicidn en la direccidn del eje
dptico, es también posible utilizar tres fuentes de ra-
diacidn, las cuales estdn en la misma posicidn en la di-
receidn del eje dSptico, conjuntamente con tres detecto-
res que estdn desplazados en la direccidn del eje Spti-
co.

De acuerdo con la presente invencidn, las
dos fuentes de radiacidén auxiliares 8, ¥ 83, pueden dew
rivarse de la fuente de radiacidn principal s, con ayuda

- 15 -
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de lo que se denomina una placa de zona Fresnel. Tal
placa puecde estar compuestz de zonas anulares alternas
transparentes y opacas. IEn lugar de tal estructura de
amplitud, es igualmente posible emplear una estructura
de fage, causando las zonas anulares consecutivas una
diferencia en fase en el haz de radiacidn gue corresponde
a una diferencia de longitud de trayectoria de }YZ, gien
do pN la longitud de onda de la radiacidn utilizada.
Sin embargo, la placa de zona Fresnel se comporta Somo
una lente, efectudndose el enfoque por difraccidn vn lu~
gar de por refraccidn de la luz. A diferencis de uvna
lente normal, lz placa de zona Fresnel es convergente y
divergente. Dicho de otra forma, la citada placa tiene
varios puntos focales,

En el aparato de la figura 3, los rayos
del haz gue proceden de la fuente 84 sufren una difrac-
¢ién a causa de la placa de zona Fresnel 12, de forma
que se obtienen dos haces secundarios, los cuales fienen
aparentemente su origen en las fuentes de radiscidn vir-

tuales 8, ¥ 8 Ia placa 12 estd dispuesta asimétirica~

mente con relgcidn al eje dptico 00’. Como resultado
de ello, las fuentes virtuales s, y 85 estdn dispuestas
una a cada lado del eje dptico.

‘ El uso de unza placa de zona Fresnel, en

comparacion con la aplicacidén de fuentes de radiacidn

- 16 -
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auxiliares independientes, tiene la ventaja de que no
puede producirse ninguna vibracion mutua entre las fuen

tes 8, ¥ 8,5 que puéiera afectar la serial de control.

’
Ademds, un3dispositivo en el cual se emplea una placa de
zong Fresnel, es de construccién mds simple que un dis-
positivo con fuentes de radiacién auxiliares independien
tes.

En Iugar de la trayectoria de radiacidn
delante del plano reflector de radiacion, la placu de
zona Fresnel puede disponerse también en la trayectoria
del haz de lectura de radiacidn qué es reflejado por el
porta-registro. ILa figura 4 muestra tal disposicién, .

Ia placa de zona Fresnel 12 difracta el haz de radiacidn,
el cual es reflejado por el porta-~regisiro en distintos
drdenes, de forma que se obtengan los haces secuniccios
que se dirigen hacia los puntos de imagen sl", SE" ¥ s3",
Cuando se mueve el plano reflector de radiacidn del por-
ta-registro hacia la derecha o hacia la izquierda, las
puntos de la imagen se mueven hacia arriba o hacia ava=
Jo, por lo que, comparando las intensidades de la radia=-
cidén interceptada por los detectores D2 ¥y D3, puede de~
tectarse la posicidn del plano reflector de radiacidn.
En lugar de las intensidades, en el dispositivo de la fi
gura 4 pueden compararse tamblén la profundidad de modu—
lacidn de lam componentes de elta frecuencia de las ra-

- 17 -
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diaciones que inciden sobre los detectores.

Cuando se utiliza una placa de zona Fresnel
en el dispositivo de acuerdo con las figaras 3 y 4, dicha
placa podria moverse en una direccion perpendicular al
eje Sptico 00°. Como resultado de ello, las imdgenes 32"
¥y 33“, se mueven también sobre los detectores D2 y D3, de
forma que se produce una seiial de error, estando todavia
el plano de la estructura dptica en posicidn correcta.
Dicha imprecisidn puede evitarse dividiendo los detectores
D2 y D3
la figura 3a. Cuando las seilales de salida de los detec~

en dos detectores secundarios, como se muestra en

fores Dz’, D,"s D "y D," estdn representadas por 2, b,

cyd, respectivagente, la seiial (c-d) + (b-a), por ejem
plo, proporcionard una indicacién de la magnitud y cirvec
c¢idn de una desviacidn entre la posicidn deseada de la
placa de zona PFresnel y la posicidn real de dicha placa,
En un nodelo que se realizo de un avarato
de acuerdo con la figura 3, pudieron detectarse errores
de posicidén del porta-registro de hasta unos 100 pm, com
parando las intcnsidades de los haces de radiacidn =chre

los detectores D2 yD La distancia entre las fuentes

de radiacidn 8, ¥ s3,3era de unos 5 cm. Al compara? las
modulaciones de alta frecuencla de las sefiales del detec-
tor, pudieron detectarse errores de posicidn de hasta
uhos 10 Jam siende la distancila entre 8, ¥ 8 de % mn, 4

3
aproximadamente.,

- 18 =
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- Ademds, de para efectuar la lectura de un
porta-registro dotado de informacidn, puede emplearse
para inseribir informacidn sobre un cuerpo porta-regis—
tro, un sistema de acuerdo con la presente invencidn en
el cual se comparan las intensidades de radiacidn en dos
detectores, La figura 6 muestra una realizacidn prédeti
ca de tal aparato inscriptor el cual, exceptuando los
elementos para determinar la posicidn de la superficie
del porta-registro, ha sido propuesto anteriormente (en
la solicitud de patente holandesa no publicada 7.212.0015.

Il aparato incluye una fuente de radia-
eidn, por ejemplo, una fuente de ldser 51, que suminis-
tra un haz de radiacidn 63 de suficiente potencia. Dicho
haz se dirige al cuerpo porta-registro 50 en el que s9o
va & inscribir mediante los prismas 52, 53 ¥ 58, y se
concentra en la forma de un pequefio punto de radiacidn
mediante una lente de objetivo 59. EL cuerpo porta-re—
gistro estd dotado de una capa 70 que es sensible & ia
radiacidn utilizada, por ejemplo, una capa de fotorre-
serva. Ia trayectoria de radiacidn desde la fuenta 51
al cuerpo porta-registro 50, incluye ademds un moduludor
electroéptico 54. Dicho modulador estd conectado al dis
positivo de control electrdnico 55. Ia informaciocn, por
ejemplo, un programa de televisidn, que se aplica a los
terminales 56 y 57 en forma de una sefial eléctrica, se
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convierte en impulsos de radiacidn procedentes de la fuen
te constituida por el laser. En ciertos instantes, deter
minados por la informacidn existente en los terminales

56 y 57, los puntos de radiacidn son proyectados sobre

el cuerpo porta-registro. '

El cuerpo porta-registro tienée una circun-
ferencia redonda y se hace girar sobre su-eje con ayuda
de un motor 61 que se puede mover radialmente mediante un
carro 62, con el fin de que, por ejemplo, pueda inscribir
se sobre el cuerpo porta-registro una plsta en espiral.

El objetivo 59, se puede mover axialmente,
es decir, verticalmente, con respecto al cuerpo porta-re-~
gistro, y puede moverse excitando une bobina de electfoi-
mén 60. La magnitud de la corriente que circula a través
de la bobina del electroimdn viene determinada por vn cir
cuito electrénico 62, en el cual se tratan electrénicemen
te las seflales de salida de los detectores sensibles a la
radiacidn D2 ¥y D3. Los detectores, a su vez, formaa par-
te de un sistema para determinar la posicidn de la super-
ficie del porta-registro, habiéndose deserito en lo que-an-
tecede el funcionamiento de dicho sistema.

EL cuerpo porta-registro puede estar dota~
do de una superficle reflectora de radiacidn debajo de la
oapa de fotorreserva. Un haz de radiacidn auxiliar inde-

~ pendiente puede proyectarse sobre el cuerpo porta-regis-
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troy dicho haz auxiliar pasa a través de un espejo semi-
transparente 11 y posteriormente a través de una placa

de zona Fresnel 12. ILos haces, que son difractados en

el orden + 1 y - 1 por dicha placa, llegan & los detec-
tores D, ¥y D3 a través de dos aberturas que hay en el dia
fragma 14. DIn este caso, no se precisa el haz de orden
cero, y puede suprinmirse.

En lugar de una fuente de radiacidn auxi-
liar independiente, es posible utilizar, alternativamen-
te, la radiacidn del haz de escritura de radiacidn que es
reflejado por el cuerpo porta-registro, para determinar
la posicidn de la superficie sensible a la radiacidn del
cuerpo porta-registro, como se muestra en la figura 6.

La figura 7 muestra una segunda realiza-
cidn prdetica de un aparato segun la presente invencidn,
En dicha figura, el mimero de referencia 70, representa
una fuehte de radiacidn, por ejemplo una fuente ldcer, que
puministra un haz de radiscidn estrecho 71, Dicho haz
incide sobre un reticulo de difraccidn 72, de forma gue
pe obtienen dos haces do primer orden 73 y 75 y un naz de
orden cero 74. Los haces auxiliares 73, 74 ¥y 75 se enfo-
can en un plano 77 mediante una lente auxiliar 76. Dicho

~ plano es el plano cbjoto de un alstems de objetive 79,

el cuel enfoca el haz de lectura T4 sobre la estructura

de informacidn que se va a leer. A titulo de ejemplo,
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se supone gue el plano 60 de la estructura de informa-
cidn estd situado en el lado delantero del porta-regis-
tro 1. Ademds, a titulo de ejemplo, se supone que la
estructura de informacidn es reflectora, por lo que el
haz de lectura modulado reterna sensiblemente & lo largo
de si mismo. MNediante un espejo semitransparente 78,
por ejemplo, el haz de lectura modulado se refleja a un
detector sensible a la radiacidn Dy. Ia sefial de infor
macidn almacennda S, puede recuperarse de la sefial eléc
trica de salida de dicho detector D1 en el circuito elec~-
trénico 81, en la forma conocide.

IEn el plano 77, de acuerdo con la presente
invencidn, se dispone un elemento transmisor de radiacidn,
por ejemplo, uma placa do ceristal o de pldetico 824 cuyo
corte se mucstra en la figura 8. Ia placa estd escalona-~
da y tiene tres ospesores distintos 83, 84 y 85, siendo
icuales las difcrenclas de espesor 85-84 y 84-83. Debido
a la presencia de la placa 82 en el aparato de la figurs 7,
los haceé 73, T4 v 75 deben atravesar distintas longitu-
des de trayectoria dptica. Los focos 86, 87 y 88 de di-
chos haces, ya no estdn dispuestos en el plano 77, sino
desplazados axialmente. EL foco 87 se representa en imagen
en el plano 80 mediante el objetivo 79, mientras que los
focos 86 y B8 se representan en imagen delante y detrds
del plano 80, respectivamente.

- 20 -
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Los haces secundarios 73 y 75 son guiados
a sus correspondientes detectores D2 y D3 en una forma
similar al haz de lectura T74. ILas selales de salida de
fichos detectores se modulan también de acuerdo con 1l1a
informaéién almacenada en el porta-registro. En la po-
sicidn del plano 80 con respecto al objetivo, como se
muestra en la flzura 7, el haz T4 forma un punto de lec~
tura sobre la estructura de informacidn cuyo tamafio es
del orden de magnitud del detalle dptico mds pequefio exis
tente en la estructura de informacidn. Ia profundidad
de modulacidn de la seiial suministrada por el detector
Dl’ se¢ mezcla entonces., Los haces secundarios 73 y 75
no estdn nitidamente enfocados sobre la estructura de in
formacidn, por lo que los puntos de radiacidn formados
por la estructura de informacidn por dichos haces son ma
yores que el punto de lectura. Las profundidades de mo~
dulacidn de las seiiales suministradas por los detectores
D, ¥ D3
suninistrada por el detector D2.

La fimura 9 muestra la variacidn de 1la
profundidad de modulicion m en funcidn del desenfoque

son consigulentemente menores que la de la sefial

Z. Las curvas 90, 91 y 92 corresponden a los detectores Dl

D2 y D3, regpectivanente., S1 el haz de lectura T4 se en~
foca sobre la estructura de informacidn, es decir, si
2z = 0, la ourva 90 alcanza su mdximo A. Ias curvas 91
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vy 92 pasan ambas a través del punto B: las profundidades
de modulacidn de las sefiales suministradas por los detec-
tores D, ¥ D3, son iguales. Si el plano 80 estd situado
hacia la derecha de la posicidn deseada, es deciry z es
menor que cero, la profundidad de modulacidn de la sefial
procedente del detector D2 es mayor que la profundidad
de modulacidn D de la sefial procedente del detector D.
Si el plano 80 estd situado hacia la izquierda de la po-
sicidn deseada, es decir, Z es mayor que cero, la situa-
cidén estd invertida. Compdrense los puntos E y F de 1a
figura 9. De la diferencia en la profundidad de modula-
¢idén de las sefinles suministradas por los detectores D2
y D3, es posible obtener una seilal de control sensible-
mente lineal S, en un circuito electrdnico 81, que estd
conectado a los detectores. Hediante dicha sefial dz con-
trol, puede corregirse el enfoque del objetivo 79 en lo
que respecta a la direccidén y magnitud, en la forpa cono-
clda.

En una realizacidn prdetica de un aparato
segin la figura 7, el objetivo tenia una abertura naué-
rica de 0,4. Los focos de los haces secundarios 73 y 75
estaban situados 4 o delante y detrds del foco del haz
de lectura 74. A una frecuencia espacial de 400/mm de
los detalles dpticos contenidos en la estructura de in-

formacidn, pudieron detectarse satisfactoriamente errores '
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de enfoque comprendidos entre + 12 pm y - 12 e La zona
lineal estaba comprendida entre 4 2 poy - 2 P.m.

Ha de tenerse en cuenta que cuando se uti-
liza el método mencionado en Yltimo lugar para la lectura
de un porta-registro en el cuel varia la frecuencia espa-
cial de los detalles dpticos del porta-registro que re-
presenta la informacidn, la magnitud de la sefial de enfo-
que cambia con la posicidn del parta-registro. Por ejem—
plo, esto es lo que sucede con un porta-registro redondo
en forma de disco, en el cual se almacena un programa de
televisidn, en una multiplicidad de pistas concéntricas
o casi concéntricas, conteniendo cada pista una imagen
de televisidn., La frecuencia espacial media de los deta-
lles Spticos es funcidn del radio de la pista pertinente.
Cuando se efectia la lectura de tal porta-registro, aun
cuando el enfoque permanezca constante, variard la pro-
fundidad de modulacidn de las sefiales eléctricas suminis
tradas por los detectores. Para debterminar una desvia-
cidn entre la posicidn real y la deseada del plano de la
estructura de informacidn, es posible, de acuerdo 2o el
invento, utilizar lo que se denomina impulsos de 3inero-
nizacién de linea én la sefial de televisién., Estas sefia~
les, por ejemplo, tienen una frecuencia de 4 MHz, 1é cual
corresponde & una frecuencia espacial en el porta-regis—
tro que varia, por ejemplo, entre 180 y 360 periodos por
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milimetro, para pistas con radios comprendidos, por ejem
plo, entre 7 y 14 cms. En esta gama de frecuencias espa-
ciales, la variacidn en la profundidad de modulacidn es
relativamente pequefia, por ejemplo del 15%, por lo que en
dicha gama es también pequefia la influencia de la frecuen
cia espacial sobre la sefial de correccion de enfoque.

La figura 10 muestra otra realizacidén prdc
tica de un aparato segun la presente invencidn. En dicho
aparato, un prisma de Wollaston 93 estd dispuesto detrds
de la fuente de radiacidn 70. Dicho prisma c¢onsta de dos
prismas componentes idénticos 94 y 95, de cristules doble~-
mente refractores uniaxiales. EL eje éptico 96 del pris~
ma componente 95 es paralelo al plano del dibujo, §y el
eje éptico 97 del prisma componente 94 es perpendicnular
2l plano del dibujo. &l haz de radiacidn 71l que incide
sobre una de las caras principales paralelas del prisma
de Wollaston 93 se divide en dos haces secundarios 98 y
99, en el prisma, los cuales se polarizan en forma matua
mente perpendicular y forman un pequefio dngulo entrz si.
Los haces secundarios atraviesan una lente 100 de un ma-
terial de doble refraccidn. El eje de la lente 10C es
diagonal con respecto 2 las direcciones de polarizacidn
de los haces secundarios. Como resultado de ello, dichs
lente tlene distintos aumentos para diferentes direccio-

nes de polarizacidn, de forma que los haces secundarios
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98 y 99 se enfocan en planos que estédn situados a dig-
tintas distancias de la lente 100. Los focos 101 y 102
son representados en forma de imdgenes en distintos pla
nos cerca del plano 80 de la estructura de informagidn,
por el objetivo 79. En lugar de una lente de material
de doble refraccidn, también es posible utilizar una len
te normal, una placa de vidrio 82, la cual se dispone
también entonces en el plano 77. El prisma de Wollaston
puede ser sugtituido por una placa Savart.

Si el plano 80 estd en la posicidn correc
ta, como se muestra en la figura lb, la imagen 103 del
foco 101 estd situada delante del plano 80, y la imagen
104 del foco 102 detrds de dicho plano 80. Los haces se~
cundarios 98 y 99 son reflejados y modulados por la estruc—
tura de informacidn, y se dirigen a los detectores-l)2 y
D3, por ejemplo, mediante un espejo semitransparenie T8.

En este caso, no se emplea ningin huz de
lectura independicnte. Ia informacidn de alta frecuen-
cia se obtiene de las seilales suministradas por los de-
tectores D2 ¥y D3 asgsociados con los puntos de radiag?én
auxiliares. En un circuito electrdénico 81 que estd co-
nectado a dichos detectores, pueden extraerse una -compo-
nente de alita freouencia Si’ pera recuperar la informa-
cidn almacenada en el porta-reglstro, y una compotiente
Sc que proporciona una indicaecidn del enfoque.

- 27 -



10

Para efectuar una lectura correcta es ne~
cerario que las seilgles procedentes de los detectores D2
g D3 tengan suficiente profundidad de modulacidn. Ias
distancias entre los focos de los haces de radiacidn 98
¥y 99 v el plano 80 de la estructura de informacidén no de
berdn bacerse demasiado grandes., FELl margen dentro del
cual pueden detectarse errores de enfoque, es por tanto
menor para el aparato de la figura 10 que para el apara-
to de la figura 7.

También para un aparato como el de la fi-
gura T, el margen dentro del cual pueden detectarse des-
viaciones entre la posicidén real y la deseada del plano

de la estructura de informacidn, es también limitado. Sin
embargo, mediante una elececidn apropiada del tamafio de los
detectores, dicho margen puede ampliarse. Xn ese caso,
se mlide entonces una componente de baja Ffrecuencia de las
sefiales del detector. Dicha componente presenta una apre
ciable variacidn para desviaciones entre 1a posicidn real
¥ la deseada del plano de la estructbura de infdrmacién,
porque el didmetro de los haces secundarios, en el lugar
en que se encuentran los detectores, es menor que la zo-
na sensible & la radiacidn de dichos detectores. En el
cireulto electrdnico 81, las componéntes de baja ffecqu
cia de las sefiales del detector que son producildas por

los haces secundarios, pueden ser comparsdas y tratadas
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para‘convertirlas en una sefial de control para la correc
cidn de enfoque. Por lo ianto, puedendeterminarse desvia
ciones entre la posicidn real y la posicidn deseada del
plano de la estructura de informacidn con un wvalor, por
ejemplo, comprendido entre 4 30 Pm - 30 P

Con dicho método mencionado en dltimo lu-
gar, ya no se observan los detalles individuales de una
estructura de informacidn, sino que se efectia un prome-
dindo sobre una determinada longitud de pista. Para és-
to, se utiliza el hecho de que, como término medio, una
plsta tiene una distinta influencia sobre un haz de radia
cibén que la zona existente entre las pistas. Por lo tan-
to, dicho método puede utilizarse también para detectar
desviaciones entre la posicidn real y la deseada de un
porta-registro que estd dotado de pistas "en blanco".
Por pista "en blanco" debe entenderse que se quiere indi-
car una pista que no contiene ningdn detalle de informa—
eidn, pero que puede distinguirse dpticamente de la zona
que le rodea. Por ejemplo, ol método puede empleaﬁge pé-
ra inscribir informacidn sobre un cuerpo porta-registro
sin informacidn que estd dotado de pistas de seguiniento
para la alineacidén del punto inscriptor de radiaciéniso-
bre dicho cuerpo portador. Fntonces puede utilizarse la
disposicidn de la fi_ura 6, )

En el aparato de las fipuras 7 y 10, se
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utiliza la estructura de informacicn en las pistas, o la
estructura de las pistas para determinar variaciones en

la posicidn del plano de informacidn., El aparato no pue-
de utilizarse solamente para lcer un porta-registro reflec
tor de¢ radiacidn, como se muestra en las figuras 7 y 10,
sino también para leer un porta-registro que es transmi-
sor de radiacion.

La gama dentro de la cual pueden determi-
narse desviecioncs en la posicidn del plano de informacidn,
puede ampliarse todaviu mds, segin el invento, mediante un
elemento en forma de cufla y un cierto mémero de detecto~
res adicionales sensibles 2 la radiacidn, como se muestra
en la figura 11. Dicha ampliacidén solamente puede emplear
se para efectuar la lectura de un porta-registro re@lec—
tor de radiacidn. ELl plano de la estructura de informa-
cidn se utiliza entonces como superficie reflectora de
radiacién que forma parte de un sistema formador de imd-
genes, el cual reprcsenta en imagenes la fuente &e:radia—
cidn sobre un sistemz detector. Un desplazamientc de di-
cho plano dard lugar a un desplazamiento de la imagen so-
bre el sistema de deteccidn y a una variacidn de‘}as se-
Hales suministradas por los distintos detectores. -

La figura 11 muestra solamente parté de la
trayectoria atravesada por la radiacidén después de refle-
jerse en el porta-registro. ILa pupila de salida del ob-
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jetivo 79 (véanse las figuras 7 y 10) se representa por
P. En el aparato que se va a describir, puede suponer-
se que los haces secundarios, 73, 74 y 75 de la figura
T, o los haces seccundarios 98 y 99 de la figura 10, cons-
tituyen un haz, 1 elemento 110 de la figura 11 funcio-
na como un2 lente de campo, de forma que la pupila de sa
lide se representa en el plano en que estdn dispuestos
cuatro detectores 112, 113, 114 y 115. Ademds de esto,
el elemento 110 funciona como una cufia dptica que divide
el haz 116 en dos haces secundarios (1l6a y 116b en las
figuras l2a y 12b). Como resultado de ello, se forman
dos imdgenes (pl ¥ P, » en las figuras 12a y 12b) de la
pupila de salida, es decir, una imagen para los detecto-
res 112 y 113, y una imagen para los detectores 114 y 115,
Si la dosviscidn entre la posicidn real y
la posicidn deseada del plano de la estructura de infor-
macidn son menores de un determinado valor, el haz 116
que es reflejado por el plano de informacidn se coﬁeentra
en una pequefin zona sobre el borde de la cufia 110 (ﬁéase
figura 11), Sobre dicho borde existe dispuesta unz fila
de detectores sensibles a la radiacidn. En la figara 11,
dicha fila se extiende en una direccidn perpendicular al
plano del dibujo. La figura 13 es una vista de frente
(un corte dado por la linea XX’ de la figura 11);'&6; la
cufla con la fila de detecctores. ILa fila 111, por ejemplo,
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comprende un detector D, con la misma funcidén que el de

tector Dl de la fipura 7, y dos detectores D2 \' D3, que
tienen taubién la misma funcidn que los detectores D, ¥y

D3 de la figura 7. Pueden disponerse otros dos detecto-
res D4 y D5' Bstos detectores se emplean para detectar
desviaciones en el centrado del punto de lectura central de
radiacidn con respecto a una traza que se va a leef, en una
forma como la descrita en la anterior solicitud de patente
espafiola N¢ 414579. Los detectores D4 y D5 colaboran con
dos haces auxiliares, los ocuales forman dos puntos de ra-
diacidn adicional sobre la estructura de informacidn, que
estén desplazados con respecto al punto de radiacidn cen
tral en la direccidn longitudinal de una pista y en’ direc
cidn transversal a la misma. :

En el caso de menores desviaéiones aen la
posicion del plano de la estructura de informacidn, la
radiacidn que es reflejada por la estructura de ihforma—
cidn serd totalmente interceptada por los detectores Dy»
Dy D3, D4 ¥ D5, v no llegard ninguna radiacidn a 1os
detectores 112, 113, 114 y 115, En el caso de produnirse
mayores desviaciones en la posicidn del plano de }a es-
tructura de informacién, la imagen de la fuente de radia
cidén se verd formada por reflexidn en el porta-registro
colocado a una cierta distancia del borde de refraccidn

de la cufia, TLa figura 12 muestra la situacidn en la que
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la distancia entre el objetivo 79 y el plano reflector
de radiacidn 80 (compdrense lzs figuras 7 y 10), es de-
masiado grande. IEn una parte sustancial, el haz de ra-
diacidén 116 cae mds alla de la fila 11 de detectores en
el elemento 110. Al pasar a través de dicho elemento,
se forman dos haces secundarios 1l6a y 116b, de los cua-
les un haz (haz secundario 1ll6a) llega al detector 113,
y de los cuales, el otro haz (haz secundario 116b) lle~
ga al detector 114. Si la distancia entre el objetivo
79 y el plano reflector de radimcidn 80 es demasiado pe-
quefia, el haz secundario 1l6a incidird sobre el detec-
tor 112, mientras que el haz secundario 1l1l6b cae sobre
el detector 115, :

La posicicn del plano reflector de radia
cidn 80 con respecto al objetiwo 79 determina la posi-
cidn de la imagen P, ¥ p, de la pupila de salida p del
objetivo, con respecto a los detectores 112, 113 y 1}4,

" 115, respectivamente. Si las sefiales suministradaquor

los detectores 112, 113, 114 y 115 son representadas
' .

por 3112’ 3113, 3114, y 5115’ respectivamente, la megni-

tud y 1z direccidn de una desviacidn de la posicidn -del

plano de la estructura de informacidn, puede derivérae

de la sefial:

81 = (8135 = 8393) + (Sq95 = 899,).
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También es posible determinar la posicidn
del borde de refraccidn del elemento 110 con respecto 2l
eje dptico 00’ del objetivo 79. Cuendo el elemento 110
estd correctamente centrado con respecto al eje Sptico,
la suma de las intensidades de radiacidn en los deftecto-
res 112 y 113 es igual a la de las intensidades de radie-—
cidn en los detectores 114 y 115. ILa magnitud y la direc
cidén de un error de centrado puede derivarse de las sefia=-
les:

Sp = (8195 + 8y33) = (8394 + Spy5)-

En lugar de cuatro detectores 112, 113,
114 y 115, seria posible emplear, alternativamente, sdlo
tres detectores. Por ejemplo, los detectores 114 y 115
podrian sustituirse por un solo detector 114! Ia magni-
tud y la direccidn de un error de posicidn del pl%no*que

lleva la informacidén vienmen dadas entonces por:

’ — -
S;7 =839, "~ S113

y la magnitud y la direccidn de un error de centrade” del
elemento 110 por: ' ’

’ . [ 4
Sp7 = (819, * 8193) = 89,7
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Sin embargo, la disposicidn con tres detectores es menos
precisa que la que utiliza cuatro detectores.

Alternativamente, el elemento 110 de la
figura il puede sustituirse por uma cufla independiente
120 seguida por una lente de campo 121, como se muestra
en la fimura 14, - Bl clemento 110 puede tener también la
forma que se muestira en la figura 15.

" Ta posicidn y distancias mutuas de los de-
tectores 112, 113, 114 y 115, vienen determinadas por la
forma y por el dngulo de vértice del elemento en forma
de cufia 110 (o el elemento 120 de la figura 15).

La fila 111 del detector puede disponerse
también a una cierta distancia del elemento 110. Ia dis
posicidn de la figura 11 es la mds sencilla, desde el
punto de vista de construccidn. '

Las desviaciones miximas entre la posicidn
deseada y la posicidén real del plano de informacién que
pueden detectarse mediante un aparato de acuerdo boh la
figura 1ll, vienen determinadas por las dimensiones’de la
oufia (110 o 120). Mediante una realizacldn prdotica de
un aparato segun la figura 11, en el cual la cufla media
8 x8 mmz, pudieron determinarse desviaciones comprendi-
das entre aproximadamente -5001pm y =10 P, ¥ entre apro-
ximadamente 30 pm y &+ 700 )zm. o

En un aparato para efectuar la lectura de
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un porta-registro, como se muestra en las figuras 3, 4,
7 y 10, la trayectoria de radiacidén puede incluir un es
pejo mévil para mover el punto de radiacidn central con
respecto a las pistas. Si dicho espejo no estd situado
en la pupila de entrada del objetivo, su movimiento da-
réd como resultado pequefios desplazamientos de las imégg
nes p; ¥ p, de la pupila de salida p. Ia influencia del
movimiento del espejo sobre la sefial para la correccidn
de enfoque, puede reducirse al minimo disponiendo los
detectores 112 y 113, asi como los detectorea 114 y 115,
a una cierta distancia unos de otros. Esto evitard que
resulte expuesto el detector indebido, como resultado del
movimiento del espejo. '

Los elementos 110, 112, 113, 114 y 115,
pueden incorporarse también en un aparato de acuerdg;bon
las figuras 3, 4 § 10. Si se incluyen dichos elementos
en un aparato de acuerdo con la figura 10, puede éfégbig
dirse del detector central D; de la fila de detectdrgs
111, _ —ates

La presente solicitud que correspondé;g las
presentadasen Holanda, con fecha 1 de Octubre de 1973,
bajo el mimero 7313454 y el 25 de Febrero de l974;ﬂﬁéjo
el ndmero 7402504, se acoge & los beneficios del Artfculo
51 del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial,
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REIVINDICACIONES

Tos puntos de invencidn propia y nueva,
que se presentan para gue sean objeto de esta solieitud
de Patente de Invencidn en Bspafia, por VEINTE afios, son
los gue se recogen en las reivindicaciones siguientes:

18,~ Perfeccionamientos introducidos en
un sistema optoelectrdnico para determinar una desvia-
cidn entre la posicidn real y la posicidn deseada de un
planoc en un sistema dptico formador de imdgenes, carac-
terizados por disponer por lo menos de dos fuentes de ra
diacidén auxiliares que estdn desplazadas en direcclones
opuestas con respecto al eje dptico del sistema formador
de imégenes, y por lo menos dos detectores sensibles a
la radiacidén que estdn también desplazados en direociones
opuestas con respecto al eje dptico del sistema formador
de imdgenes, estando asociada cada una de las fuentes de
radiaoidn auxilinres con un detector mediante el siste—
ma formador de imdgenes, y los elementos de un conjunto
de la serie de fuentes de rediacidn auxiliares y el con-
junto de los detectores que ocupan distintas posiciones
en la direccidn del e¢je Sptico.

28,~ Perfeccionamientos introducidos en un
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aparato para efectuar la lectura de un porta-registro en
el cual se almacena informacidn en una estructura a modo
de pistas dpticamente legibles, el cual aparato incluye
una fuente de radiacidn, un sistema de objetivo para re-
presentar con imdgenes la fuente de radiacidén sobre la es
tructura de informacidén del porta-registro, y un sistema
de deteccidn sensible a la radiacidn para convertir la
radiacibn que es suministrada por la fuente de radiacidn
y modulada por la estructura de informacidn en una sefial
eléctrica, y el -cual aparato estd ademds equipado con un
sistema optoelectrdnico como se reivindica en la reivin-
dicacién 12, para determinar una desviacidn entre la po-
sicidn deseada y la posicidn real del plano de la estrue-
tura de informecidn, caracterizados porque los detectores
del sistema optoelectrdnico estdn conectados a un circui~
to electrdnico en el cual, por comparacidén de las profqa
didades de modulacién ‘de las sefiales del detector de alta
frecuencia, se obtienec una sefial para el conbrol fih@Qdel
enfoque del sistema de objetivo. s

' 38,- Perfeccionamientos introducidosrkp un
aparato como se reivindica en la reivindicacidn 28, para
efectuar la lecturz de un porta-registro redondo en- forma

de disco, en el cuel estd almacenndo un programa de -tele~

vigidn y en ol cual estd registrada una imagen de televi-

sidn por cada revolucidn, caracterizados porque los detec-
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tores del sistema optoelectrdnico estan conectados a un
circuito electrdnico, en el cual, por comparacidén de las
componentes de las seilales del detector, cuyas frecuencias
corresponden a los lmpulsos de sineronizacidén de lineas

de la sefial de televisidn, se obtiene una sefial para con
trolar el enfoque del sistema de objetivo.

48 ,-~ Perfeccionanmientos introducidos en
una aparato para efectuar la lectura de un poria-registro
en el cual estd almacenada informecidn en una estructura
a mode de pistas dpticamente legibles, el cual aparato
ineluye una fuente de radiacidn, un sistema de objetivo
para representar con imdgenes la fuente de radigcidn so-
bre la estructura de informecidn del porta—registro{ ¥y
un sistema de deteccidén sensible a la radizcidn para con-
vertir la radizcidn que es suministrada por la fuente de
radiacidén y modulade por la estructura de informacién en
una sefial eléctrica, y el cual aparato esta equipa§o, ade~
mds, con un sistema optoelectrdnico como se reivindica en
la reivindicacidn 12, para determiner una desviacidn en-
tre la posicidn deseada y la posicidn resl del planQIQG
la estructura de informecidn, caracterizados porque los
detectores del sistema optoelectrdnico estdn coneciados
a un cireuito olectrdnico en el cual, por comparacidn de
las sefiales del detector que tlenen frecuencias sensible

mente inferiores a la frecuencia de la informecidn, se
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obtiene una sefilal para controlar el enfoque del sistema
de objetivo.

582.,- Perfeccionamientos introducidos en
un aparato como se reivindica en las reivindicaciones
2, 3y 4, para efectuar la lectura de un porita-regisiro
reflectante, caracterizados porque los detectores del
sistema optoelectrdnico estdn conectados a un circuito
electrdnico en el cual, sin uwtilizarse la informacidn
gue estd almacenada en el porta-registro, se obtiene una
gefilal para el control aproximado del enfoque del sistema
de objetivo.

68,~ Perfeccionamientos introducidos en
un aparato como se reivindica en las reivindicaciones
2, 3 0 4 para efectuar la lectura de un porta-registro
reflector, caracierizados porque en la trayectoris de
radiacidn después de los detectores del sistema optpe
electrdénico, hay dispuesta una lente de campo y uﬁa cufia
dptica, y porque en el plano en el cual el cbnjunﬁé’for-
ms imfgenes de la pupila de salida del sistema de’'Gbje- |
tivo, hay dispuestos por lo menos tres detectores sensi-
bles a la radiacidn. )

78,~ Perfeccionamientos intro&ucidEEfen una
aparato para inseribir informacidn en pistas exister-
tes en una capa sensible a la radiacidn de un cue%ﬁb por-

ta~registro, el cual aparato comprende una fuente de ba-
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diacidn que suministra un haz de radiacidn inaseriptor,
un sistema de objetivo para la formacidn de un punto
inseriptor de radiacidn sobre la capa sensible a la ra-
diacidn, y un modulador para modular la intensidad del
haz inscriptor de acuerdo con la informacidn que se va
ya & inseribir, y el cual aparato estd dotado ademds de
un sistema optoelectrdnico como se reivindica en la rei~
vindicacidén 1, para determinar una desviacidn entre la
posicidn deseads y la posicidn real de la capa sensible
a la radiacidn, caracterizados porque los detectores del
gistema optoelectrdénico estdn conectados a un circulto
electrdnico en el cual, por comparacidn de componentes
de bhaja frecuencia de las seflnles del detector, se ob-
tiene una seflal pare la correccidn del enfoque del sis-
tema de objetivo. '_

88 ,~ Perfeccionamientos introducidos en
un aparato para inscribir informacidn en una capa sensi-
ble a la radiacidn de un cuerpo porta-registro, el coual
aparato comprende una fuente de radiacidn que suminlotra
un haz de radiacldn inseriptor, un sistema de objetive
para la formacidn de un punto de radiacidn inscriptor so
bre la capa sensible 2 la radiacidn, y un modulador para
modular la intensldad del haz inscriptor de acuerdo con
la formacidn que se veya a inscribir, y el cual aparato
estd dotado ademds de un sistema optoelectrdénico como se
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reivindica en la reivindicacién 12, para determinar una

desviacidn entre la posicidn deseada y la posicidn real

de la capa sensible a la radiacidn, caracterizados por=-

que los detectores del sistema optoelectrdnico estdn co

nectados a un circuito electrdnico en el cual, por compa
racidén de las sefiales de corriente continua suministra-

das por los detectoreﬁ, se obtiene unz sefial para corre-
gir el enfoque del sistema de objetivo.

' 98 ,~ Perfeccionamientos introducidos en
un aparato como se reivindica en cualguiera de las rei-
vindicaciones 2 a la 8, caractorizados porgque las fuentes
de radiacidén suxiliares est’n formadas con ayuda de la
fuente de radinzcidn que suministra el haz de radiacidn
de lectura, mediante una placa de zona Fresnel que estd
dispucste asimétricamente con relacidn al eje Sptico del
slstoma de objetivo. ‘ 4

108.~ Perfeccionzmientos introducidos en
una aparato como se reivindica en las reivindicaciocnes
5 u 8, caracterizados porque la placa de zona Fresrel
ostd dispuesta en la trayectorie de radiacién del poria-
-registro a los detcetores sensibles a la radiacién,'

112~ Perfeccionamientos introducidous- en
un aparato como se reivindica en cualquiera de las rei-
vindicaciones 2 a la 8, caracterizados porque la trayec

toria de radiacidn desde la fuente de radiacidn que su-
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ninistra el haz de lectura al sisterma de objetivo inclu~
ye un reticulo de difraccidén y una plzca transmisora de
radiacidn, con partes de distinto didmetro.

128,~ Perfeccionzmientos introducidos en
un aparato como se reivindica en cualquiera de las rei-
vindicaciones 2 a la §, caracterizados porque en la tra-
yectoria de radiacidn de la fuente de radiacidn que sumi-
nistra el haz de lectura al sistema de objetivo, estdn
dispuestos un prisma de Wollaston y un lente de un nma-
terial de doble refraccidn.

138,-~ Perfeccionanmientos introducidos en
un aparato coio se reivindica en lasreivindicacidnes 2,
3, 4 6 5, caracterizados porque dos detectores sensibles
a la radiacidn estdn asociados con cada una de las fuen-
tes de radiacidn auxiliares,

l48,.~ Perfeccionanientos introducidos en
un sistema optoelectrdnico para determinar una desvia-
cidén entre la pogicidn real y la posicidn deseada de un
plano en un sistema Gptico formador de imdgenes.

Tal y cono se ha descrito en la Memoria
que antecede, revresentado en los dibujos que se acompa-
fian y para los fines que se han especificado.

\

——

T
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La presente Memoria consta de cuarenta y
cuatro hojas escritas a mdquina por una sola de sus ca-

ras.

Madrid, _7 DIt 1974

P.A.

2!12!74‘ - 4.4. —
JGI/
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